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　 あ ら ま し　同
一

ソ フ トウ ェ ア の 過 去 の バ ージ ョ ン や 類似 の ソ フ ト ウ ェ ア で 検 出 され た 不 具合の 修正 工 数 の 情報

を用 い て，修 正工 数低 減の 効果が大 きい 欠陥を レ ビュ
ー

で 検出する 手法を提案す る，提案手法 で は，レ ビ ュ
ー

の

準備段階に お い て レ ビ ュ
ー
対象の ソ フ トウ ェ ア の 過 去 の バ

ー
ジ ョ ン や類 似 の ソ フ トウ ェ ア の テ ス ト⊥ 程 に お い て

検出 さ れ た不具合 の うち，修正 工 数が 大きくな っ て い る欠 陥種 別 を特 定す る．欠陥検出の 際 に
， そ の 欠陥 種別 を

優先 して 検出すべ き欠陥種別 （観点）と して 個 々 の レ ビ ュ
ー

ア に 割 り当て る。レ ビ ュ
ー

ア は 観点 に 該当す る欠 陥

の 検出を試み る．商用 開発 に お い て 作成 さ れ た設計 ドキ ュ メ ン トと過去の バ ー
ジ ョ ン の テス トの 際 に 収 集 され た

不 具 合の 修正工 数 の 情 報 を用 い て ケー
ス ス タデ ィ を実施 し，修正 工 数の 情轍 か ら欠陥種別 を特定で きる か ど うか，

レ ビ ュ
ー

観点 と して 割 り当て る こ と に よ りレ ビ ュ
ー

で 見逃す と修止 工 数が大 き くな る よ うな欠 陥 が検 出 で き る か

ど うか を確認 した，過去の 不具合の 修正工 数の 情報から観点を設 定で き，検出 した 欠陥 を レ ビ ュ
ーで見逃 して い

た 場合 に 必要 に なっ た と予想され る修正工 数の 合計が，提案手法 を用 い ない 場 合 と比 較 して ，大 き くな る 結果 が

得 られ た，

　キ
ー

ワ
ー

ド　観点設定 ，
ソ フ トウ ェ アイ ン ス ペ ク シ ョ ン

1．　 ま え が き

　 ソ フ トウェ ア レ ビ ュ
ー

はプ ロ グ ラ ム が動作する前の

段階 で
，

ソ フ トウ ェ ア に含まれ る 欠陥 を目視に よ り検

出する ソ フ トウ ェ ア の品質向上活動である．ソ フ トウ ェ

ア レ ビ ュ
ー

の 効果 は ，欠陥 をテ ス トで 発見，修正す る

よ りも早 い 段階 で 発見 ， 修正する こ と に よ り， 再 テ ス

トの 丁数，及び，誤 っ た ドキ ュ メ ン トに 沿 っ て 開発 を

進め る 工 数を低減す る こ と に よ り，
もた ら さ れ る．例

えば ，欠陥が含 まれる設計 ドキ ュ メ ン トをもとに コ
ー

デ ィ ン グ が 実施 さ れ
， そ の 欠陥が テ ス トで検出され た

場合，誤 りの ある設計 ドキ ュ メ ン ト自体の修正 に加え，
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ソ
ー

ス コ
ー

ドの修正，修正部分の テ ス ト，回帰テ ス ト

が 必要 に なる か らで あ る ．

　従来の レ ビュ
ー手法の 多 くは ，どの よ うな欠陥 で

あ っ て も．甲期 発見 に よ り修 正 コ ス トの 低減が 可 能で あ

る こ と を前提 と し， 網羅的 な欠陥 の 検出 を目的 として

い る．しか しなが ら，網羅的に欠陥検出が で きた と し

て も ， 修正 コ ス ト低 減 の 効果が小 さい 軽微 な欠陥の割

合が増え る と欠陥修正 コ ス ト低減 の 効果 が得 ら れ に く

くなる ．例 えば
， ドキ ュ メ ン トの 体裁，誤字脱字の 欠

陥は テ ス トで の修正工 数と要求，設計，コ ーデ ィ ン グ

時 で 検出された場合 の 修正工 数が大き く変わ らない 欠

陥とい える．可読性の 観点で，こ の ような欠陥 の検出

は 必要で あ る が
， そ の 割合 が 大きくな る と ソ フ トウェ

ア レ ビ ュ
ー

に よる早期発見，早期修正 の効果 が得 られ

に くくな る．

　本研究で は，欠陥の 早期発見，及 び，早期 発見 に よ

る修正 工 数 の 低 減 を 囗的 と し，過去 の 不 具 合 の 修 正

工 数の情報か ら見逃す と修正 工 数が 大 きくな る 欠陥

を検出す る ため の 観点 を設定 し，欠陥 の 検出 を試み
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る レ ビ ュ
ー

手法を提案す る，具体的 に は
，

レ ビ ュ
ーの

準備段階 で 既 に開発が完了した類似ソ フ トウ ェ ア で開

発 中 に発見 された不具合の 修正 工 数 の 傾 向を 分析 し
，

レ ビ 早
一
観点 を挙げる．レ ビ ュ

ーの 実施 に お い て 観点

を レ ビ ュ
ー

ア に 割 り当 て
， 個 々 の レ ビ ュ

ーア は 観点 に

沿っ た欠陥の検出を試 み る．商用 開発 で 開発 され た ソ

フ トウ ェ ア を対象 と して 実施 した ケ
ー

ス ス タ デ ィ に お

い て，過去 の 不具合 の 修 正 Ttuの 情報 か ら観点が 設定

で きる か どうか ，また，観点を設定す る こ と に よ り修

正 工 数低減の効果が高い 欠陥が検出 で きるか どうかを

試行 す る，

　以降， 2．で提案手法を，3．で は商用開発プ ロ ジ ェ ク

トに おけるケ
ー

ス ス タデ ィ を示 し，4．で考察す る．5．

で 関連研究を述 べ ，6．でま と める．

　 2． 提 案 手 法

　2．1　概　　　要

　提案手法は 四 つ の 手順 か ら な る ．手順 を 実施す る

作業者は ア ナ リ ス ト，モ デ レータ，レ ビ ュ
ー

ア で あ る．

ア ナ リ ス トは，レ ビ ュ
ー

対象 の ソ フ トウ ェ ア や 関連す

るプロ ジ ェ ク トの知識をもち，不具合の修正 工 数の情

報 （不具合管理表 の 情報）をも と に，ど の よ うな観点

に 着 目す れ ば
， 欠陥検出が 口∫能か を検討し，観点候補

を列挙す る ．モ デ レ
ー

タ は，レ ビ ュ
ー

対象， レ ビ ュ
ー

ア の ス キ ル
， 知識 を把握 し，

ア ナ リス トが列挙 した 観

点候補 を レ ビ ュ
ー

ア に割 り当て る．レ ビ ュ
ー

を実施す

る 際 に モ デ レ
ータ は レ ビ ュ

ー
の 司会進行を務め る．レ

ビ ュ
ー

ア は割 り当て ら れ た観点で 欠陥検出 を試 み る．

ア ナ リ ス ト，モ デ レ
ー

タ は同
一

の 作業者が 担当 して も

よい ，なお，本論文 で は
，

レ ビ ュ
ーで検出さ れ た欠陥

と テ ス トで 検出さ れ た欠陥を区別す るため に，テ ス ト

で 検出さ れた欠陥を不具合 と呼 ぶ．本論文中 の 欠陥は
，

全 て レ ビ ュ
ー

で 検出さ れ た欠陥を指す，

　提案手法の概要を図 1 に 示す．具体的 に は次の 手順

で 実施する。

　 （1）　不具合種別の抽出

ア ナ リス トが過去 の 不具合管理 表 D か ら修正工 数の

大 きな不具合種 別 を 抽出す る ．

　 （2） 観点候補の列挙

ア ナ リ ス トは 抽出し た不具合種別か ら レ ビ ュ
ー

で 検 出

を注 力す る 観点 の 候補 を列挙する ，

　 （3 ） 観点 の 割当

モ デ レ
ー

タは 観点候補 ，レ ビ ュ
ー

アの ス キ ル
， 対象 ソ

フ トウ ェ ア／プ ロ ジ ェ ク トに 求 め られ る 品質 や 利用 で

きる コ ス トを勘案 し，観点候補 を レ ビ ュ
ー

アへ 割 り当

て る ，

　 （4 ）　欠陥検出

それぞれ の レ ビュ
ー

ア は 自身に割 り当て ら れ た観点に

沿 っ た欠陥を検出する．

　 手順 1 で 用い る 不具合管理表 D は 表 1 に 示すよ う

な形式の もの で ある．表 1 の各行は ／件の 不具合に対

応す る ，項目 に は修正工数 e が必ず含 まれる もの とす

　　　　　　　　　　

i 塑 些 翌
　 過去 の

不具合 管理．表〃
　　　　　　　　　 条件 と修止 工 数の 平均

一
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．不 具合 種．別 の 抽 出，2．観点候補 の 列 挙 （ア ナ リス ト）

不 具合 種別 1 観 点候補 1

笊　口 ’」L 「
．　，　． ，1、、虫

．　唖　◆

　 　 　 　 　 　 観 点ご との 欠 陥検 出
観 点の 割 当て

一一一一
観 、1

… 一一一一… 呈一一一一一、
う

＿

一一一一一一一 鐡 1…
；ドミン 呈

一一一一一一一一
夷 簫 鷲

　 　 　 　 　 　 　 　 　
マぬキ　　s も　　　　　　　　　　　　　　　，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
．ヨ　 ム 　 　 　 　 　 　 　，　　

　　　　　　　　　　　根
”

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 レ ビ ュー
ア

L − 一一一一一一一一
Y
− 一一一一一一一一y −

　　　　 3、観点の 割当 て （モ デ レ
ー

タ ）　　　　　　　　　 4．欠陥検 出 （レ ビ ュ
ー

ア ）

　　　　　　　　　　　　　　 図 1　提案 手法の 概 要

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Fig．1　0verview 　 of 　prop （〕sed 　 appreach ．
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　 表 L 対象 とす る 不具合管理 表 P

Table 　l　Bug 　tracking 　iIlformat工on 　1）．

不 具合 ID 項 目 膣 項 目 z氛 項 目 ‘
　 　 　 γπ 　 L

項 目 ど　　　ηL　　U
修 止工 数 ε

12

児

4呈、

d詈2

d覧

鵜 ］

鴫 2

嶋 】

4
（隅十 llld

ノ

〔η1 ＋ 1）2

4／

　 7π十 1r し

d
伽 十 7’＞1

己∫

＠ ＋ 1・）2

己
f

臨 ω
・・

c】

巳 2

eη，

る．他 の 列 は 不 具合 ID，報告者，機能名，発生原 因，

混 入原因 ， 混入 工 程，テ ス ト種別等の 名義尺度，順序

尺度の 項目 （項目名 tZ（1 ≦ k ≦ m ））と不具合の症状，

原 因 ， 対応結 果等 の 自由記 述 式 の 項 目
， 及 び，発 見

日時 ， 修正 日時等の間隔尺度，比尺度の項 目 （項目名

1｛（ni ＜ k ≦ m ＋ u ））か ら構成 され る ，　 k 番目の 項 目

（項 目名 1＃（1 ≦ k ≦ m ））が と り得る値 の 集合 Ck を

Ck ＝｛‘：ki｝（1 ≦ i ≦ nk ），不具合 ID が ゴ（1≦ ゴ≦ n ）

で あ る不具合 を D ゴ，不具 合 P ゴ
の 修正工 数を ej ，1フ．7

の 項目 12 の 値 を 嶋 （d島 ∈ OiC）とする．

　例 え ば ，3 段 階の 重 要度 カ テ ゴ リを もつ
二e
重 要

度
”

の 項 目 は次 の よ うに な る ，恥 ＝ 重要度，CiC ＝

｛高，中，低 ｝．

　2．2 実 施 手 順

　 2．2．1　不具合種 別 の 抽 出

　ア ナ リ ス トは ん ⇒ effort （at ）の よ うなル
ー

ル の 形

式で ，不具合 の 条件 と 条件 を満 た す不 具合 の 修正 工数

の 平均を抽出す る，具体的 に は，不具合管理表 P か ら

媛（1 ≦h ≦ m ）と修正 工 tw　e
フ（1 ≦ ゴ≦ n ）か ら与え ら

れ た出現頻度 fmin件以 ヒ出現する条件の 組合せ，条

件を満た す不具合 の 修 LE工 数の 平均，を 全 て 求 め る．

こ こ で ，

ム ＝ん 、 〈 A
オ2へ

…
，
〈ん 。

，

一（1；iv　vti ）〈 （IS， ，
・・2 ）八 … 八 （侃沸 の

で あ り，1 ≦ Pl ＜ … く p 。 t ≦ m ，また，（Z，v ）は 項

目名 ‘の値が v で ある こ とを表す．例 え ば
， 重要度が

高 い 不 具合 （項 阿
tc
重要度

”

が値
二匚

高
”

）の 場合，（重要

度 ， 高）と表す．

　なお，間隔尺度，比尺度 の dC は 順序尺度に変換 し

て か らル ール抽出する ．

　D の うち （ts、，Vt1 ）〈 （IS2，Vt2 ）へ
…

，
〈 （is．

，
，
Vt 。 t ）を

満 た す不具合の 修正 工 数の平均値 at ，及び，　 At の D で

の 出現頻度 f“ を次か ら得 る．

〃 ル
ール の 構成要素が最大 max 」ength 、　P で の 出現頻度が

〃 ftnin以 上 の ル ール frequent −rules ［1，．．．，　 max −length】を 抽

出す る．

〃 構成要 素が 1 つ 〔At1）の ル ール の 抽 出 （Atl ⇒ effort （at ））
frequen 七一rules ［1］＝nu “；

for　k ＝1　to　 m 　do

　 for　i，＝1　to 　πκ
do

　　 A ＝（暖iCili ）；

　 　 effort −values ［］＝1）．get −cffort −values （A ）：

　　 if （leffort−values ［］1＞ ＝fmin）then

　　　 frequent −rules ［1］，add （A ，me α n （cffort −values ［］））；

　 　 end 　if

end 　for
end 　for

〃 構 成要 素が 2 つ 以．ヒの ル ール の 抽 出

〃 （Atl 〈 At2 …　 ⇒ effort （at ））
for　j＝2to 　max ＿length 　do
frequent−rules ［7］＝nuil ；

for　A 　in　frequent＿ru1es ［ゴ
ー1］do

　 　 for　ft≡1to 　ILk 　do

　 　 　 A
’＝A ；

　　　 A ’．add （IE，
CA／i）；

　　　 eff。 rt −Va 且UeS ［］＝・　D ．9・t−・ff・・t．valUeS （At ）；

　　　 if （leffort＿values ［】1＞ ＝f，nin ）then

　　　　f・ equ ・ nt ．・ules ［ゴ］．add （A
’

，m ・ an （・ff・ r 七一vali ・e ・［D）；

　 　 　 end 　if
　 　 end 　for

end 　for
end 　for

　　　　　　 図 2 ル ール 抽 出ア ル ゴ リズ ム

　 　 　 　 Fig，2　Rule　Extracti⊂m 　Algorithm ．

アt

Σ eゴ

1a
・t ＝
　　　 ft ，ノ‘

＝1｛Dj ｝1

た だ し， ．ブは次 を全 て満たす．

al罫、、
＝ Vt1

，
　d；；、」＝ V ・2 …　 ，

dS
。t ゴ

＝Vtst

　具体的に は図 2 に 示す ア ル ゴ リズ ム を用 い て ，最低

出現頻度 f，
　
，、
　，i　’r。 と ル

ー
ル の 最大構成要素数 （At。t の St

の 最大数 （図中 max −1ength）をパ ラ メ ータ として与

え，該当す る 全 て の ル
ー

ル （図中 frequent．ru ！es ）を

得る．
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　提案手法 で は ，f，
’
，、iT、 を 7z の 1％程度 に 設定 して ル

ー

ル を抽 出 し， 次節 の 手順 に よ り， 修正 工 数 の 大 きなル
ー

ル や 出現頻度 の 大 きい ル
ー

ル の うちか ら レ ビ ュ
ー

で の

検出に よ り， 修正 工 数 の 低減 に有効 と思 わ れる ル
ー

ル

を目視 に よ っ て 選 ぶ．なお，不具合管理表か らの ル
ー

ル 抽 出 の 詳細 は 文献 ［4］で も報告 して い る ．

　2．2．2 観点候補の 列挙

　 ア ナ リ ス トは得 られ た ル ール の 修正 工 数の 平均値

aL ，ル
ー

ル の 出現頻度 f， をもとにル
ー

ル を選出 し，レ

ビ ュ
ー

観点 の 候補 F ＝｛F1 ，F2 ，

… ，」監 ｝を得る ．具

体的 に は，修正 工 数が大きい ル ール （at の値が 上位の

ル
ー

ル ）を 選 び
， 修 正 に 多 くの 工 数を 要す る 不具合種

別 を明 らか に す る，また，aL の値は そ れ ほ ど大きくな

くて も出現頻度 ftが 大 きな ル
ー

ル が あれ ば ，修正 工

数が大きい ル
ー

ル と し て 不具合種別 を明 ら か に す る ．

　次 に ，ア ナ リス トは，絞 り込 ん だ ル
ー

ル が 示す条

件 （dC）， 及 び
， 条件を満たす不具合 の 集合 の 臼由記述

（df）か ら，観点候補を挙げる．観点は，どの よ うな 着

眼点 で 欠陥 を検出 しようとすれば，それ らの欠陥が見

逃 されず に検出で きて い た か を端的に 示 した もの で あ

る．ル
ー

ル を構 成す る A
，、

か ら観点候補が 直接設定で

きる場合と ん を構成する 各項目 At．i をもとに ア ナ リ

ス トが 検討 の 上，設定す る場合があ る．例 えば，修正

工 数が大 き くな る ら と し て
」

報 告者
”

，そ の 値 dS と

して
‘c
報告者 A ”

が あ っ た場含，こ れ をそ の まま F に

加え て も欠陥 の 検出が容易 で ある とは限 らな い ， “

報

告者 A が検出 して い る 不具合種別
”

とい う観点 だ けで

は
，

レ ビ ュ
ー

ア が レ ビ ュ
ー
対象か ら欠陥を検出で きな

い 可能性が ある か らで ある．そ こ で ，4長が
“
報告 者

A ”
とな っ て い る 自由言己述 （蜘 の 内容 を ア ナ リス ト

が 目視 し，そ の 共通 点 や 検出を導 く観点 を F に加 え

る．例えば，報告者 A が 担当する テ ス トの 多くが性能

評価 に関す るもの で あ り，発見された性能問題を修正

する た め に修正 ⊥ 数 が 多く必要 と され て い ると判断 さ

れれば，それ を F に加え る．

　2．2．3　観点の 割当

　 レ ビ ュ
ー

観点 の 候補 F を レ ビ ュ
ー

対象 や レ ビ ュ
ー

ア の 欠 陥検 出 ス キ ル に 合わ せ て モ デ レ ータ が 割 り

当 て る．レ ビ ュ
ー

ア rk の観点 の 集合を Frk と した

と き，F。k ＝ ｛frk1， … ，　f，．k　’n 。k｝た だ し
，　f”hi ∈ F

，

1 ≦ n ， ll ≦ IFI．同
一
の 観点を複数の レ ビ ュ

ー
ア に割 り

当て て もよ く，必ず しも Fri〈 耳
」

≡φとなる必要 は

ない ，一般には
， 経験の 多い レ ビュ

ー
アには性能問題

等，相対的に検出が難 しい 観点や広範囲を調べ なけれ

ば検出 で きな い 観点を割 り振る．文献 ［3］で報告され

て い る perspective −based　 reading の perspective の

割当と同様に，ス キ ル が 十分 で ない レ ビ ュ
ー

アが担当

で きる もの か ら観点 を想定 し，ス キ ル が十分 に あ る レ

ビ ュ
ーア に は ス キ ル が

．
卜分 で な い レ ビ ュ

ー
ア が 担当 で

きな い 観点 を割 り当 て る，

　2．2 ．4 欠 陥 検 出

　レ ビ ュ
ー

ア rk は ，自身に割 り当て ら れ た観点 瓦
隆

を も と に レ ビ ュ
ー

対象 に含 まれ る 欠陥 の 検出 を試 み る．

検出に は ，設定 した観点に よ る 目視部分 の 局所化，目

視 で 確認す る 順番等 を レ ビ ュ
ー

ア が 勘案 し な が ら，レ

ビ ュ
ー

対象を 読 み 進 め て い く．

3． ケース ス タディ

　3．1 対　 　 象

　ケ
ー

ス ス タデ ィ と して，東芝デ ジ タ ル メ デ ィ ア エ ン

ジニ ア リ ン グ で 開発 し た ソ フ トウェ ア に提案手法 を適

用 し，試行した．対象 ソ フ トウ ェ ア の 概要 を表 2 に示

す．対象 ソ フ トウ ェ ア はサプ シ ス テ ム ご と に異 な る プ

ロ ジェ ク トで開発 され て い る．各サ ブ シ ス テ ム で は
， 少

な くと も，
一

つ 以上 の 旧バ ー
ジ ョ ン の 開発 プロ ジ ェ ク

トが完 ∫し て お り
，

そ の 不 具合管 理 表 が あ る．対象 と

した不具合管理表の収集項目を表 3 （試行 1），表 4（試

行 2）に示す．試行 1
，
2 は異な る表 2 の ソ フ トウ ェ ア

の 異 な る サブ シ ス テ ム で あり，異な る チ ーム で 開発 し

て い る．二 つ の プ ロ ジ ェ ク ト問で は 不具合管理表 の 項

　　　　 表 2　対象 プロ ジ ェ ク トと観 点抽 N の 対 象 と した 不 具合 管 理 表
’
1
’
able 　2　0vcrview 　of 　 the 　project　 and 七he 　bug　tracking 　 informatlon 　in　the　 case

　 　 　 　 study ，

概 要

開 発 期 間

ソ …ス コ
ー

ド規 模

1
デ ィ ジ タ ル メ デ ィ ア 処理 ソ フ トウ ー・ ア （デ ィ ジ タル テ レ ビ の 機能 を模 した メ デ ィ ア処

理 を行 う，組込 み応 用 ソ フ 1・ウ ェ ア 開発 ）

3、5 年

約 650 ，000 彳于 （C ／C ＋＋ ）

黷誌一 編 船 試。

ウ オ
ー

タ フ ォ
tt一

ル （派生 開発）

観 点抽 出に 利用 した不具合 管埋 表の小 具 合件数 　 350 件 （不 具合以 外 は 含 まれ ない ）
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表 3　試行 1 で 対 象 と した不 具 合管理 表 の 収集項 目

Table 　3　Bug 　tracldng 　iIlforIIIatioll　ir1七rial 　1．

項 目名 値

修正 工 数 修 正 に 繋 した工 数

担当者 テ ス ト担当者名
サ ブ シ ス テ ム カ テ ゴ リ 5 種類

サ ブ シ ス テ ム 名 53 種類 （機能名等）

原 因種別 設 計 ミス，設 計漏れ，調査 漏れ，調査 ミス，外部 設計漏 れ，外 部設計 ミス，内部 設計漏 れ，内部設計 ミス ，
コ
ー

デ ィ ン グ漏 れ，コ
ー

デ ィ ン グ ミ ス

検 査 種別 正 常 系，異 常系，限界系，そ の 他

発 生種別 新規不 具合，内在不具合，既 知不具合，そ の 他

表 4　試行 2 で 対象 と した不具合管理．表の 収集項 目

Tahle 　4　Bug 　 tracking 　infQrmat，ion　in　trial　2．

項 目名 直で

修 正工数 　 　 　 　 　 　 　 修 iF．に 要 した工 数

不具合 ラ ン ク　　　　　 A （重度），B （中度 〉，　 C （軽 度）

担当者グ ル ー
プ 　　　　 A −−G まで の グ ル ー

プ

機種 ID 　　　　　　　　 A ，　B ，　C
サ ブ シ ス テ ム 名　 　 　 　 53 種類 （機能名等）

原因種別　　　　　　　　設計 ミス，設計 漏れ，仕様変更，委託先 不具合，周知不足，未 実装，コ
ー

デ ィ ン グ漏 れ，コ
ー

デ ィ ン グ ミス

ニ 次 原 因分 類 　　　　　 設計 検 証 不 足 ，潜 在的 な 問題 ，動 作検証 不足

修正箇所　　　　　　　 イン タ フ ェ
ース 処 理，エ ラ

ー処理，その 他，基本処理，限界処理，その 他

発 見すべ き⊥程 　　　 　　単体検査，結合検 査，総合評価

品 質 を作 り込 むべ き工 程 仕様検 討 ，設 計 ，コ
ー

デ ィ ン グ

検査 種別　　　　　　　　正常 系，異常系，限 界系，その 他

発 生 種別　 　　 　　 　 　 新規不具 合，内在不 具合，既 知不 具合，そ の 他
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ト

要因　　　　　　　　 ・内 部 要因，外 部 要 因

目 昌 ま異な る．

　対象プロ ジ ェ ク トで は ，不具合 の 発見 凵時や修正 日

時等の 日時 の 情報を収集して い る．日時の情報は 間隔

尺度で あ る た め
，

順 序尺 度に変換す る こ とに よ り，提

案手法 で 用 い る ル
ー

ル 抽 出 の 対 象デ
ータ と で きる が

，

区間の 設定をは じめ適切な変換方法の決定は本研究 の

次の ス テ ッ プ に該当す る と考え，本ケ
ー

ス ス タデ ィで

は対象と し て い ない ．なお，修正 工 数以外の 比尺度 の

収集項 目 は存在 しなか っ た．

　 3．2　方　　 法

　提案手法を適用 した レ ビ ュ
ーを試行 1−P

，
2−P とす

る ．それぞれ の プロ ジ ェ ク トで 収集 された過去 の バ ー

ジ ョ ン の 不具合管 理 表か ら
， 観点の 候補 が 挙 げ ら れ る

か試行す る．観点 の 候補 を挙げる こ とが で きれば，既

に 完 了 して い る レ ビ ュ
ー （試行 1−C

，
2−C＞ の 結果 と，

検出 で きた欠陥をもしも見逃 した場合 の 予想修正工数

を比較する．試行 1−P
，
2−P と試行 1−C ，

2−C をそれ ぞ

れ比較 し，試行 1−P
，
2−P の ほ うが見逃 し た場合の予想

修正工 数が大 きくなれ ば，提案手法 に よ る 観点設定 の

効果が得 られ た ともの とする．

　試行 1−P と 1−C ，及び 2−P と 2−C に参加 した レ

ビ ュ
ー

ア は異 なる，試行 1−P，2−P に参加 した レ ビ ュ
ー

ア も，類似サブ シス テ ム の 開発 に携わ っ て い る メ ン バ

か ら選出 し，対象 ソ フ トウ ェ ア や プ ロ ジ ェ ク トに
一
卜分

な知識 が ある レ ビュ
ーア とする．レ ビ ュ

ーア の 人数は

試行 1−P が 3 名，試行 1−C が 5名 ，試行 2−P
，
2−C は

と もに 3 名で ある．

　試行 ／．C，2−G の レ ビ ュ
ーで は ，レ ビ ュ

ー
ア に明示

的な観点の 割当は行わ れ な い が ，長期 に わ た っ て 開発

を共 に して い る レ ビ ュ
ー

ア どうしで 欠陥検出に関 して

役割分担 が 十分 に で きて い る．具体的に は
， 固有の ア

ル ゴ リズム が正 しく実現で きて い な い ，起こ り得る例

外 の 対処漏れ や対処誤 りとい っ た対象ソ フ トウ ェ ア 自

体 の 欠陥 の 検出，OS，ミ ドル ウェ ア，ハ
ー

ドウェ ア 等

の 要素技術 との 組合せ に お い て発 生 し得る 欠 陥 の 検出，

複数 の モ ジ ュ
ー

ル に またが っ て 複合 的 に 起 こ る性 能欠

陥の 検出
， 特殊な ユ

ー
ザ 利用環境に お い て 起 こ る 欠 陥

の 検出，が含 まれ，個 々 の レ ビ ュ
ー

ア が こ れ らの 観点

に お ける 自身の 役割分担 （専門領域 として の 分担）を

意識して い る．そ の ため，異な る レ ビュ
ー

ア が 同
一

の

観点か ら欠陥 を検 出す る こ と は ほ とん ど な い ．

　ケ
ース ス タデ ィ で は

， 最大構成要素数 St を 3 とし，

fminとして 5 を与え，2．2．1 で示 し た ア ル ゴ リズ ム を

実装 したプ ロ トタイププ ロ グ ラ ム を用 い て ル
ー

ル を抽
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出する．それ らの ル
ー

ル の うち，at が上位 の もの 50

件程度 ， f‘ が上位 の もの 50 件程度 を目視 で確認す る．

　3 ．3 　結　　　果

　3．3．1 観 点 抽 出

　試行 1−P
，
2−P に お い て ，そ れ ぞ れ 3000 件程度の

ル ール を抽出し た．抽出 した ル
ー

ル の うち，α亡，，f， が

上位 の もの をそれぞれ を 50 件程 度目視 し，観点を設

定 した．目視 と観点設定に要し た時間は試行 1−P
，
2−P

とも 30 分程度 で ある．試行 1−P，2−P で得 られた ル ー

ル を
， 表 5

， 表 6 に 示す、また
，

そ れ ら ル ール をもと

に試行で選択 した レ ビ ュ
ー観点を表 7 に示す．

　表 5 の R1一ユ に 該 当す る 不 具合 か ら，こ れ らを レ

ビ ュ
ーで 検出する た め の 観点を検討 し た結果 ，内部

処 理 の 順番 を検討す る 内部 シ
ー

ケ ン ス ，デ ィ ジ タ ル メ

デ ィ ア 処理 の た め の ア ル ゴ リズ ム
，

に着日す る こ と で，

レ ビ ュ
ー

に お い て こ れ らの 欠陥 の 検出が期待 で きると

判 断 し， 観点と して 設定 した，同様に Rl−2，　R1−4 か

ら，例外処理や特殊入力デ
ー

タ／パ ラ メ
ー

タ，パ ラ メ
ー

タ 初期 化／ク リア を 観点 と し て 設定 し た ．R1 −3 か ら
，

ユ ース ケース ，排他処理 に着目する こ とで ，レ ビ ュ
ー

に お い て こ れ らの 欠陥の 検出が期待で き る と判断し，

観点 と して 設定 した ．

　表 6 の R2−1 に該当する 不 具合か ら，こ れ らを レ

ビ ュ
ー

で検出す るた め の 観点 を検討 した 結果，基本処

理 の 処理順序 ， 状態遷 移中 ，
リ ソ

ー
ス 競合時の 処埋 順

序に着目する こ とで ，レ ビ ュ
ー

に お い て こ れ らの 欠陥

の 検出が期待で きる と判 断 し，観 点 と して 設定 し た ．

同様 に R2 −2 か ら例外処理，ユ ース ケース ，基本処理

の 処理 順序 を観点 として 設定 した．R2 −3 か ら は，基

本処理 の 処理順序，パ ラメ ータ設定を観点として 設定

した ，

　 3．3．2　ク（ β佰添寅 出

　全 て の 試行で の 検出件数と検出 し た欠陥を見逃 し た

場合の 予想修正 工 数 を表 8 に示す．表中の 欠陥数は

誤字脱字等の 軽微 な欠陥を除 い て い る ．試行 1−P
，
2−P

は
， 提案手法に よ る観点設定をした 上 で レ ビ ュ

ーを実

施 した もの で あ る．試行 1−C，2−C は対 象ソ フ トウェ

ア 開発時 に実 施 した通常 の 観点 （修正工 数 を勘案 し

た シ ス テ マ チ ッ ク な手順 に よ らず設定 した観点）で レ

ビュ
ーを 実施 した もの で ある ．表 8 中 の 試行 1−C

、
2−C

の カ ッ コ 付 きの数値は
， 試行 1−P

，
2−P で 設定し た観点

に該当する欠陥の 数を示 して い る．試行 1−P と 1−C を

Table 　5
　 表 5　試行 1−P で 不 具合管埋表か ら抽出 され た ル ール 〔抜粋 ）

Selected 　 rules 　 extra ．cted 　from 　 the 　bug 　 tracking 　informatidn 　in　trial ⊥−P ．

ID 　　 　ル
ー

ル

　　i
出現頻度 平均 修正

時間

Rl．lR1
−2R1
−3

民1−4

（サ ブシ ス テ ム カ テ ゴ リ＝MW （P ））〈 （原 因種別＝内部設 計 ミ ス ）

（担当者己015）〈 （検 査種別；異常 系）

（原因種別＝内盲1殿 計漏 れ ）

（サ ブ シ ス テ ム カ テ ゴ リ＝MW （F ））〈 （検査種 別＝異常系）

38 ％

3，5％
10，2％
4．4％

6．626
，335
，685
．67

　 　 　 表 6　試行 2−P で不 具合管理
．
表か ら抽 出されたル

ー
ル （抜 粋）

T 乱 ble　6　Ruleg．　 extTacted 　from 　tbe　bug 　tracking 　ipformation 　in　tria］2−P ．

ID ル
ール 出現頻 度 平均修正

時 間

R2 −1 〔機種＝G）八 （原 因分類＝設計 ミ ス ）〈 （fl多正箇所葹基 本処理） 13 ．0％ 10 ．5
R2 −2 （機 種一G ）八 （原因種 別一設計漏れ ）〈 （修正箇所＝基本処理 〉 6．9％ 12．9
R、2−3 （担 当 グ ル

・一
プ＝F）〈 （品 質 を作 り込 むべ きτ程 ＝設 計 〉 王6．8％ 13，6

A （修正筒所；基本処理）

　 　 表 7　試行で 選 択 した レ ビ ュ
ー

観点

Tablc　7　Focu5cd　dcFcct　 types 　ln　the　trials．

試行 1−P 試行 2．P
例 外処 理 例 外処 理

パ ラ メ ー
タ初期化 〆ク リ ア 状態遷移 中，リ ソ ース 競 合時 の 処 理順序

特殊 入力デ
…

タ 1パ ラ メ
ー

タ ユ
ース ケース

排他処 理 基本処理 の 処理順序

内部 シ ーケ ン ス パ ラ メ ー
タ設定

ユ ース ケース

ア ル ゴ リズ ム
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　 　 　表 8 試行 の結 果

Table 　8　 Rcsult 　 Qf 　the 　 trials ．

試行 1−P 試行 レ G 試行 2−P 試行 2−c

提 案手法 によ る 観点設定 有 ．無 有 無

レ ビュ
ー

工 数 （人 時） 3．0 6，0 7．7 9．0
レ ビ ュ

ー
アの 人 数 3 5 3 3

検 出欠陥の 合計 8 件 6 件 11件 4 件

観 点 に 該当す る 欠 陥 6 件 （2 件 ） 10 件 〔3 件）

見逃 し た場合の 予 想修正⊥ 数の 合計 （人 日 ） 工5 ，56 ．5 14．45 ，0
観 点 に該当す る 欠陥 の 予想 修正工 数 の 合計 〔人 日） 13，0 （2．o） 14．0 （5，の
観点 に 該当 しな い 欠 陥の 予 想修止 工 数 の 合計 （人 日） 2．5 4，5 0，4 0． 

表 9　観 点 に よ る検 出 欠陥の 分類一試行 1

　 Table 　g　Defect 　types 　in　trial／．

試行 レP 試行 レc

分類 試 行 1−P で 設 定 した 観点 に 該 当す るか 件 数 予 想 修 正 工 数 件 数 予想 修 正工 数

例外処 理 該当する 13 11

内部 シ
ー

ケ ン ス 該 当する 37 1　　．11
パ ラ メ ー

タ初期 化／ク リァ 該当す る 工 1、5 0r

排他処 理 該当する 11 、5 0 一

特殊 入力デ
ー

タ ／パ ラ メ
ー

タ 該 当する o 一 0 一

ユ
ー

ス ケ
ー

ス 該当する 0 一 0 冒

ア ル ゴ リズ ム 該当す る D 一 0 一

不 明瞭 な表現 該 当 し ない 10 ．5 10 、5

機 能仕様 該当し ない ｛12 0 曜

イ ン タ フ エ
ース 仕様 該 当 しない 0 一 34

表 10　観点に よ る検出欠 陥の 分類一試 行 2

　 工 ablc 　 ID　Defect　types 　in　trial 　2．

試行 2−P 試行 2−c

分類 試行 2．P で 設 定 した観点 に該当す る か 件数 予想修正工 数 f’「黴 予 想修正工 数

例外処理

基本 処理の 処 理順序

パ ラ メ
ー

タ 設 定値

ユ
ー

ス ケ
ース （の 網羅性 ）

パ ラ メ
ー

タの 初期化 タ イ ミン グ

あ らゆ る タ イ ミ ン グ にお け る 処理順 序

該当す る

該当す る

該当す る

該当す る

該 当する

該 当す る

3122

よ

1

6．90
，62
．61
．30
．62

120000 23

：

：

イ ン タ フ ェ
ー

ス 仕様 該 当 しない 10 ．4　　　　　　iO　　　一

比較す る と レ ビ ュ
ー工 数に 2 倍 の 差があ る が，主 に レ

ビ ュ
ーア の 人数 の 差 に よ る 影響で あ り，試行 1−P，2−P

は試行 1−C ，
2−C と比較し て レ ビ ュ

ー
実施 時間 に大 き

な差はなか っ た．また，全て の 試行に お い て，提案手

法に よる レ ビ ュ
ーの方が 検出件数が大 きくな り， 見逃

した場合の 予想修正工数が
．
大きくなっ た，提案手法に

よっ て 観点 を設定 した試行 1−P
，
2−P で は，検出 さ れ た

欠陥の 7 割以上が設定 した観点 に該 当する もの で あっ

た．提案手法に よ っ て 観点 を 設定 しな か っ た試行 1−C
，

2−G に お い て も，試行 1−P
，
2−P で 設定した観点に該当

す る欠陥が 検出 さ れ て い た．

　表 9 は ，試行 1−P
，
　］−C で検出 され た欠陥 を分類 し

た もの で あ る．観点 と して 設定 した 7 種類の 欠陥分類

の うち，提案手法に よ る観点設定を した試行 1−P で は

4 種類，6 件の欠陥が検出 された，こ れ らの欠陥を見

逃 した 場合 の 予想修正 工数の 合計は 13 人 口 で あ っ た．

また ，設定 した観点 に該 当 しない 2 種類の 欠陥 （不明

瞭 な表現，機能仕様）もそ れ ぞれ 1 件ず つ 検 出さ れ

た ．提案手法を適用 しなか っ た試行 1−C の レ ビ ュ
ーで

も，試行 ユーP で 設定 した 2 種類の 観点 （例外処理，内

部 シー
ケ ン ス ）に 該当す る欠陥がそ れ ぞ れ 1 件検出 さ

れ た．こ れらを見 逃 した 場合の 予想修正工 数の合計は

2．0 人 日で あ っ た．試行 1−C で は そ れ以外 に 2 種類の

欠陥種別 （不明瞭な表現，イ ン タフ ェ
ー

ス 仕様）に 関

する欠陥が 合計 4 件検出 され た，こ れ ら を 見逃 した 場

合 の 予想修正 工 数の合計は 4．5 入 日 で あ っ た．

　表 10 は，試行 2−P
，
2−C で 検 出 され た 欠 陥 を分 類

したもの で あ る ，試行 2−P で は，設定 された全 て の 観

点か ら 1 件以上 の 欠陥が検 出 され た ．そ れ ら を見逃 し

た場合 の 予想修正 工 数 の 合計は 14 人 日で あっ た．試
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行 2−P で は，設定 した観点に該当し な い 欠陥 は 1 種類

（イ ン タ フ ェ
ー

ス 仕様 ）で 1 件 の み で あ っ た．試行 2−C

で も試行 2−P で 設定し た 2 種類の 観点 （例外処理，基

本処理 の 処理順序）に該当す る欠陥 3 件 （それぞれ ，

1 件，2 件）が 検出され た．それ らを見逃 した場合 の

予想修正 丁 数 の 合計は 5 人 日 で あ っ た ．

4． 考 察

　 4 ．1　観点 候補 の 列挙

　過去 の バ
ー

ジ ョ ン の 開発に お い て 収集 さ れ た不具合

管理表 の 情報 を用 い て レ ビ ュ
ー観点の 候補 を設定す る

こ とが で きた，ア ナ リス トと の 議 論 の 中 で
， 今回設定

した観点の 多くは修正 コ ス トに影響 を与え る もの であ

り，過去 の バ ー
ジ ョ ン の不具合晴報な し に 同 じ観点 を

設定する こ とは 難 しい もの で あ っ た とい う意見を得た．

　 ル
ー

ル の 構成要素 Ati は 不具合管理表 の項 目 碇 と

と り得 る 値 Ok に 限定 され る た め ，必ず しも Attか ら

直接，観 点 を設 定する こ と は で きなか っ た が，ア ナ リ

ス トの プ ロ ジ ェ ク トの 知識 や ル ール を満 た す不具合 の

個 々 の 記述 tfを 目視 し，共通点を検討す る こ とに よ り，

観点を設定で きた．例 えば ，試 行 1−P の Rl −2 （表 5）
の

“

担 当者＝Ol5”

は ア ナリス トが担 当者 015が実施し

た テ ス ト項 目を把握 して お り， そ の 項 目 と担当者 015

が記録 した 不具合の 自由記述部分を勘案し なが ら，観

点
區‘
特殊入力デ

ー
タfパ ラ メ

ー
ダ
’
を設定で きた．不 具

合管理表 の 項 目 ICの 定義に よ りICの 項 目か ら直接観

点が得 られ る検討すれ ば ，プ ロ ジ ・〔 ク トに 関す る 知識

を ア ナ リス トが十分に もた な い 場 合で も， 観点の列挙

が可能に な る こ とが 期待 される．

　4 ，2　観点設定 に よ る欠陥検出

　試行 1−P
，
2−P で は，設定 した観点に該当する欠陥が

多く検出 さ れ た．検出 され た 全 て の 欠 陥に対する観点

に該 当す る欠陥 の 割合は ，7J「　．O％ （試行 LP ），90，1％

（試行 2−P ）で あ り，検出 され た欠陥全て が観点 に該当

する もの で は なか っ たが ，多 くの 欠 陥が設走し た観点

に 該当す る もの で あ っ た ．検出 した 欠陥が レ ビ ュ
ー

で

見逃 さ れ ，テ ス トで 修正す る こ とに な っ た場合の 予想

修正 工 数 の 合計は提案手法 を 用 い た 試行 1−P
，
2−P の

方が 大きな値 と なっ た．観点割当て に よ る効果が得 ら

れた もの と推測され る，軽微な欠陥 を除 く欠陥 の 件数

も試行 1−P，2−P の 方が大きくな っ て い る．試行 1−C
，

2−C に お い て も暗黙的 な役割分担に よ る 観点設定が で

きて い る ため ，や み くもに観点 を設定する だけで件数

が 増 えたわけで はな く，4 ．1 で述べ た 過去 の 不具合情

報 に 基づ い て 適切な観点を設定で きた こ と に よ る もの

と考えられ る．

　 試行 1−P
，
2−P の モ デ レ

ータ，レ ビ ュ
ー

ア か ら次の よ

うな意見が得 られた．

　 ・　普段よ りも普段 よ りも欠陥件数 （軽微な もの を

の ぞ く）が 多 くな っ た よ うに感 じた、

　 ● 　 レ ビ ュ
ー

に慣れ て い な い レ ビ ュ
ー

ア に は 「こ う

い う点を重点的 に み て くだ さい 」と提示する の は効果

があるだ ろ う．

　 ● 　 経験が多 い 人 に と っ て は，観点に沿 っ た欠陥 を

し ようとする と，か えっ て 制約 にな る可
’
能性がある．

　 ・ 　観点だけ与え ら れ て も想像がで きな い 場合があ

る の で 補足説 明が必要 で あ る．

　提案手法の 方 が レ ビ ュ
ー工 数が小 さ か っ た ．試行 1−1

と試行 1−2 の差は レ ビュ
ーア の 人数 による とこ ろ が大

きく， 提案手法 の レ ビ ュ
ー工 数が大 きく減少 したわけ

で は な い ．この 点 に つ い て レ ビ ュ
ー

ア に意見を求め た

と こ ろ ，観点 に よ っ て は確認すべ き ドキ ュ メ ン トの 箇

所が減少する もの があ っ た り，終了判断が短時間で で

きた りしたが，特に レ ビ ュ
ー工 数が 小 さ くな っ た とい

う実感は なか っ た
， とい う意見が得 られた，

　4 ．3 妥 　当　性

　 それぞれ の 試行は異 な る レ ビュ
ーア で 実施 して い る

ため，検出数や検出 した 欠陥 の 予想修正 工 数 を 単純 に

比較 し結論づ ける こ とは 難 しい ．しか しながら，予想

修正 工数 検出数をは じめ とする収集デ
ー

タ，レ ビ ュ
ー

ア の 意見の 両方か ら
， 提案手法 に よ り見逃 し た 場合 の

修正 工 数が大 きな欠陥 を検出 で きた り， 深刻 な欠陥 の

検 出数が 大きくな っ た りす る結果が得 られ た．

　 ケ
ー

ス ス タ デ ィ で収集 した レ ビュ
ーで 見逃 した場合

の 予 測修正 工 数 の 合計 は， レ ビ ュ
ーア の 見積 りに よ る

もの で あ る．テ ス トで発見，修正す る際 に，修正箇所

の 影響範囲や デ グ レ
ー

ドを防 ぐた め の修正 確認 テ ス ト

の 規模を想定 して もらう等 して ，な る べ く客観的な方

法 で の 見積 りとな る よ うに して も ら っ た が，誤差 を含

む可能性が あ る．

　 ル
ー

ル か ら レ ビ ュ
ー観点 を設定する ため に は ア ナ

リス トの 知識 が必 要 に な る ，ア ナ リ ス トへ の イ ン タ

ビ ュ
ー

か らは ，プ ロ ジ ェ ク トの 知識 や テ ス トや 開発担

当者 の 作業が把握 で きて い れば，観点を設定する こ と

は可能で ある
，

と い う意見を得た，不具合管理表の 混

入原 因の 項 目に レ ビ ュ
ー

観点 として 設定 しやすい 選択

肢 を設け る こ とに よ り，
ル
ー

ル か ら レ ビ ュ
ー
観点の 設

定が 容易 に な る こ とが期待 さ れ る．

1630

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

NII-Electronic Library Service

The 工nstitute 　 of 　 Eleotronios ，工nformation 　 and 　 Co   unioation 　 Engineers

論 文 ／ 過 去 の 不 具合 の 修正 工 数を考慮 した ソ フ トウ ェ ァ レ ビュ
ー

手法

5． 関 連 研 究

　 こ れ まで 研究 され て い る レ ビ ュ
ー手法 に お い て も，

リーデ ィ ン グ テ ク ニ ッ ク と呼ぶ 読み進 め 方 に よ っ て ，

本研究 と同様に検出すべ き欠陥を明確に し よ うと し

て い る．Defect　based　Reading［6」は，レ ビ ュ
ー

ア ご

と に 異な る シ ナ リ オ （読み 進 め手順 ）を割 り当 て
，

レ

ビ ュ
ー

で 検 出す べ き欠 陥 を明確に して い る．文献 同
で は

，
デ ータ の

一
貫性 の 欠如 ， 誤 っ た機能定義，欠落

して い る機能の 三 つ の シ ナ リ オ で 実験が 実施され ，そ

の 効果が確認 され て い る，DBR で も原 理 的 に は本研

究 と同様に優先 して検出する欠陥を設定で きるが，修

正 工 数 を加味 した シ ナ リ オ の 割当 て に関する言及 は な

い ．また
，

シ ナ リオ の 作成 にお い て も修正工数を考慮

する こ とは明示 され て い な い ．

　Usagc−based　reading ［7］は，ソ フ トウ ェ ア の利用者

の 視点か ら欠陥を検出す る ．具体的 に は ，利用 シ ナ リ

オ を挙げ，利用者に とっ て重要な順番に 利用 シ ナ リオ

を順位付け し，重要 な利用 シ ナ リオか ら順 に利用 シ

ナ リオ に そ っ て欠陥 の 検出 を試み る，シ ナ リオには 優

先順位 付け に 修正工 数を加味す る こ とは原理 的に は

可能 で あ る が
， 言及 さ れ て い な い ．Time 　 controlled

reading ［5］も usage −based　reading と同様 に利用シ ナ

リオ の 重要度に応 じて 欠陥検出 に かけ る時間を割 り当

て る が ，修正 工 数に よ る時間 の 割当に は 言及 が な い ．

　文献 ［21に お い て Chernak は ，チ ェ ッ ク リ ス トに含

まれ る 個 々 の 質問項 目の 優先順位を付け る た め に，質

閊項 目 ご と に 検 出 で きた欠 陥 の 数 を計数 し て い る ，

Chernakの 研 究 で も欠陥 の 修正 工 数 を考慮す る こ とは

原理的に は 可能で あ る が言及はな い ．

6． む　す　び

　修正工 数低減の効果が大きい 欠陥を レ ビ ュ
ーで検出

す る こ と を目的 と し，以 前 の バ ージ ョ ン や類似 の ソ フ

トウ ェ ア で検出さ れ た 不具合の修正 ⊥ 数の情報を用 い

て ，レ ビ ュ
ー

観点 を設定 し，欠陥 を検 出す る手法 を提

案 し た．提案手法で 用 い る 不具合 の 情報は レ ビ ュ
ー

対

象の 過去 の バ ー
ジ ョ ン や類似 の ソ フ トウ ェ ア の テ ス ト

工 程 に お い て 検 出され た 不具合 を記録 した 不具合管理

表で あ る．不具合管理表か ら修正 工 数に影響 を与えて

い る 混入原 因や機能名等を勘案 し，過去 の バ
ー

ジ ョ ン

や類似の ソ フ トウ ェ ア に お い て修正 工 数が大 きか っ た

不具合種別 を調査 し，レ ビ ュ
ー
観点 の 候補 と して挙げ

る．レ ビ ュ
ー

にお い て は
， 観点 の 候補 を個 々 の レ ビ ュ

ー

ア に割 り当て る ．レ ビ ュ
ー

ア は観点 に該当す る欠陥の

検出 を試 み る．

　提案手法を評価するため，商用開発 に お い て作成 さ

れた ソ フ トウ ェ ア設計 ドキ ュ メ ン ト と以前の バ ージ ョ

ン の テ ス トの 際 に用 い られ た不具合管理 表を用い て，

ケ
ー

ス ス タ デ ィ を実施 した．具体的に は ，不具合管理

表の 情報か ら レ ビ ュ
ー

観点 の 候補が挙 げる こ と が で

きる か ど うか ，挙げた 候 補 を レ ビ ュ
ー

観点 と して レ

ビ ュ
ーア に割当て る こ と に よ りレ ビ ュ

ー
で 見逃す と修

正 工 数が大 き くなるような欠陥が検出 で きる かどうか

を二 つ の 設計 ドキ ュ メ ン トを用 い て 試行 した，ケ
ー

ス

ス タデ ィ の 結果，過去 の バ
ー

ジ ョ ン の 不具合管理表か

ら観点候補 を 挙 げ る こ とが で きた ．また，観点候補を

レ ビ ュ
ーア に割 り当て る こ とに よ り，提案手法を用 い

ない 場合 と比較 して ，レ ビ ュ
ー

で見逃 した場合の修正

工 数の合計が 大 きくな っ た，また，軽微 な欠陥を除 く

欠陥件数が 増 えた ．提案手法に お け る 観点 の 候補 の 列

挙や観点 に 沿 っ た レ ビ ュ
ー

は大 きな コ ス トを必要 と し

ない ため，レ ビ ュ
ー

の 効率を高め る こ とが で きる．
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